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SPECTRO XEPOS

ED-XRF analyza s novou vynimocnou
urovnou vykonu

Novy SPECTRO XEPOS spektrometer predstavuje technologicky skok v energiovo disperznych
rontgenfluorescencnych technoldgiach. Nova generacia ED-XRF pristrojov SPECTRO poskytuje

prelomovy pokrok elementarnej analyzy vysSich, nizsich a stopovych koncentracii prvkov. Novy

vyvoj v oblasti budenia a detekcie zarucuju vynikajlcu citlivost a excelentné detekéné limity.

Uzasny SPECTRO XEPOS exceluje

v analyzach kritickych Gloh ako st
rychle skriningové analyzy na presné
riadenie kvality vyrobkov. Pristroj

je tiez vhodny na analyzy Sirokej
skaly aplikacii ako su petrochemické
aplikacie, chemické latky, geologické
vzorky, slinok/cement/troska,
kozmeticky priemysel, lieciva

a mnoho dalSich.

Jednotlivé verzie maximalizuju vykon
pristroja pre analyzy konkrétnych
prvkov v cielovych matriciach.

Inovativna 50 W / 60 kV réntgenovéa
lampa a nové unikatne adaptivne
budiace technologie poskytuju
najvyssiu citlivost pre analyzu
konkrétnych prvkov.

Prepracovany lahko ovladatelny
softvér poskytuje vykonné
ovladanie pristroja. Novy unikatny
TurboQuant Il rychlo a presne
analyzuje prakticky kazdu
neznamu kvapalinu, prasok ¢i
pevnu vzorku. Novy SPECTRO
XEPOS vynika v nakladoch na
prevadzku a v neposlednej rade

v obstaravacej cene

pri porovnani s vinovo disperznymi
réntgenflourescenénymi

(WD-XRF) spektrometrami.



Mimoriad

Atraktivna citlivost

V porovnani s predchadzajicimi
modelmi nova generacia
analyzatorov SPECTRO XEPOS
dominuje vyraznym zlepsenim
citlivosti — ¢asto 10x, ¢i dokonca
viac! Rozdiel: SPECTRO
inovacie v adaptivnom budeni
spolu s pokrokom technolégie
vyroby lampy a detektora. Tato
mimoriadna citlivost prispieva

k zvySeniu presnosti ako aj
vyrazne nizsej Urovne detekéného
limitu. Pouzivatelia ziskajua rychlu
a extrémne presnu analyzu
Sirokej Skaly prvkov od sodika po
uran.

RychlejSie merania
Niektori zakaznici potrebuju
rychle analyzy s maximalnou
presnostou. SPECTRO XEPOS im
déva tuto moznost.

Operatori mozu vyrazne znizit
dobu merania pri zachovani
Urovne presnosti porovnatelne
s presnostou tradi¢nych ED-XRF
spektrometrov.

Vysoka rychlost analyzatora
pomaéha dosiahnut analyzu
vacsieho poctu vzoriek pocas
niekolkych minut.
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Na rozdiel od vacésiny ED-XRF analyzatorov, SPECTRO XEPOS

vzdy nechava rontgenovu lampu medzi meraniami zapnutd, pri
neustalom vypinani/zapinani lampy dochéadza k ovplyvneniu
merania - nepretrzitym zapnutim lampy sa redukuja odchylky pri
merani. To poskytuje vynikajicu dlhodob stabilitu a pomocou
tohto spdsobu pristroj realizuje vysoku presnost elementarnej
analyzy — az 3x lepsiu ako predtym. Dal$ou vyhodou je podstatne
lepsia analyticka presnost pre koncentracie od stopovych prvkov az

po hlavné elementy.
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Bezprecedentna

dostupnost

Pristroj svojimi funkénymi
pocetnymi aspektmi, znizuje
finanéné zatazenie na prevadzku
po prvotnej investicii po
zakUpeni pristroja - nizka
spotreba Cistého hélia pri
analyze kvapalin a vakuovy
systém pre pevné vzorky.
Najlepsie zo vsetkého —
pouZivatelia SPECTRO XEPOS
vdaka vyvinutym novym
aplikaciam s novymi funkciami
ziskaju rovnaky vykon ako
WD-XRF ale za ED cenu!
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Styri pokro&ilé ver
Adaptivne budenie

a dalsie vyhody nam davaju
moznost zostavit' niekolko
preddefinovanych konfiguracii
SPECTRO XEPQS, aby pokryli ¢o
najviac analytickych poziadaviek
zakaznika. Uzivatelia mozu
uprednostnit rychlost analyzy,
maximalnu presnost alebo
skupiny prvkov v jednotlivych
matriciach.

0

anz BT TR b b b b b T

Kombinaciou novych komponentov sa maximalizuje vykon,
SPECTRO XEPOS s novou patentovanou technolégiou
adaptivneho budenia spolu s vysokovykonnym detektorom a rtg.
lampou novej generacie optimalizujui vykon pristroja na maximum.
Tymto spésobom sa efektivne vyuZije nova extrémne vysoka
citlivost pristroja SPECTRO XEPOS, minimalizuje sa pozadie

a dosiahnu sa vynimocne nizke limity detekcie (LOD) pre Siroku

skalu prvkov.

*’%' |

-
-
”

-




SPECTRO XEPOS
Vzrusujuce noveé technoldgie

Prepracovana rontgenova lampa

Jedenz tradi¢nych problémov ED-

XRF: cyklické vypinanie lampy medzi
jednotlivymi meraniami. Nasledné
teplotné rozdiely maju silny vplyv

na nestabilitu signalu. Obzvlast pre
systémy s vyS$sSim impulznym tokom
vo WD-XRF a novsich ED-XRF mo6zu
komplikovat  analyzu, zvySovat chyby a

znizovat presnost merania.

Detekény systém

SPECTRO XEPOS vyuziva novu
vzduchom chladend RTG lampu

s koncovym oknom- kvalitny budiaci
zdroj, optimalne navrhnuty pre
generovanie maximalneho vykonu.
RTG lampa je neustdle pod napétim,
dokonca aj medzi meraniami, aby
nedochadzalo k nestabilite ako pri
neustalom vypinani a zapinani lampy.
V novej generacii RTG lampy je tiez
navrhnuta hrubsia andda.

. Budenie préchodovym pasmovym ' filtrom

kombi_no.vané polarizované/priame-bhudenie *

Revoluc¢na zliatina kobaltu a paléadia
poskytuje extra citlivost a nizsie LOD
$pecifickych elementov. Pristroj naplno
vyuziva svoje prednosti ako nizsie limity
detekcie, vyssiu citlivost, minimalny
vplyv matric, vynimo¢&nu presnost
analyz nizkych ¢i vysokych koncentracii
a teraz navyse s dlhsou Zivotnostou

RTG lampy.

Unikatna binérnla. iné_tin'a
anody-emituje pélédio;lé
budiace iiarenie,'kto'ré"déve.l_ i
naile.péie vysledky-od s_odf_ké
po chlér, od iél_eza
po molybﬂén, hafnia’po.uran
a pokym emitujiice kobaltové
: exc_i_taéﬁé Ziarenie od dr:;_slika
. po mangan, Jeto ako mat’ dve’

Jlampy v jednom pristroji!. -




Predstavenie adaptivheho budenia

Na zaistenie presnej analyzy podfa
individualnych poziadaviek zakaznika
novy SPECTRO XEPOS obsahuje novu
revolu¢nu technolégiu adaptivneho
budenia. Tato unikatna technoldgia je
dostupna pre nové pristroje s vysokym
rozliSenim detektora, spolu s novym
¢itacim systémom.

To vsetko prispieva k ultra-vysokej
citlivosti a minimalnej interferencii
pozadia pre vacSiu presnost a nizsie
LOD.

Zakaznik si vyberéa analytické Glohy
prioritne na vysoku priestupnost
vzoriek, ¢i najlepsiu presnost. Pristroj

je nasledne navrhnuty pre vytvorenie
najidealnejsich podmienok pre
optimalne budenie zvolenej skupiny
prvkov. RTG Ziarenie je optimalizované
budiacou optikou s r6znymi kanalmi.
Kazdéa konfiguracia budenia presne
vyhovuje analytickej tlohe kazdého
uzivatela.

Combinované polarizované/

priame budenie
Tato konfiguracia pouziva
polarizacny filter v kombinacii

s priamym budenim pre

optimalizaciu svetla pre

analyzu lahkych, strede

Budenie prechodovym
pasmovym filtrom

Tato konfiguracia vyuziva
budenie prechodovym
filtrom — prvykréat v EDXRF
analyze — pre extra vykon
analyz v rozsahu od draslika
po mangan.

tazkych a tazkych prvkov.

Prepracovany navrh detektora

Najnovsia generacia pristrojov
SPECTRO XEPOS dominuje
novym dizajnom SDD detektora.
Tato trieda detektorov prinasa
vysoké rozlisenie s nizkymi
spektralnymi interferenciami nez
v predchadzajtcich modeloch
pristroja. Najnovsia verzia ma
zvacésenu plochu (30 mm?)

s maximalizovanou aktivhou
oblastou (20 mm?2).

Okrem toho novy vysokorychlostny
citaci system poskytuje ultravysoké
frekvencie — az 1 milion impulzov za
sekundu (cps) v kombinécii ;

s este lepsim rozlisenim. To vyrazne
prispieva k zlepseniu pomeru vrcholu
k pozadiu, extremne nizkym stratam
a ultravysokej citlivosti.

S vylepSenym rozliSenim aSpickovym
pomerom vrcholu k pozadiu dokaze pristroj
detegovat aj mensie vrcholy vystupujice

Z pozadia.

SPECTRO XEPOS dosahuje wyborne limity
detekcie v Sirokej skale'matric.



Jednoduchy sofistikovany softvér

Profesionalny ovladaci softvér SPECTRO
XRF Analyzer Pro je prepracovany

a optimalizovany — testovany a
porovnavany s inymi typmi softvéru, s
rozsiahlym vstupom uZivatela a je velmi
jednoduchy na naucenie ovladania.

Prehladne oddelené moduly ponukaja
optimalizovany pristup k najdolezitejSim

Mimoriadne vylepsena flexibilnejsia verzia

softvérového rozhrania SPECTRO, je najlepSia

vo svojej triede, Turboquant Il je k dispozicii
iba k novému pristroju SPECTRO XEPOS.

Je neporovnatelny na skrining neznamych
vzoriek pre prvky od sodika po urédn bez
rozsiahleho nastavovania. Turboquant Il

informaciam. Po kalibracii pristroja
je rutinna analyza hrackou.

Cely rad volitelnych vopred
kalibrovanych bali¢kov aplikacii
vyhovuje potrebam mnohych
uzivatelov - tiez s moznostou
vlastnych kalibracii pre konkrétne
aplikacie.

Standardn4 analyza pokryva rozsah
analyzovanych prvkov od Na po U. Pristroj
je vhodny pre analyzu mazacich olejov,
paliv s nizkym obsahom siry, polymérov,
chemikalii, vzduchovych filtrov, slinku/
cementu/trosky, geologickych vzoriek,
keramiky, Ziaruvzdornych materialov,
kozmetickych materialov, potravin, lieciv,
naterov ocelovych a hlinikovych plechoyv,
vzoriek ako je p6da, Ci Cistiarenskych kalov
a viac!

Correlation of Cd in various sample matrices

spracovava este vacsi rozsah vzoriek, vratane

akéhokolvek typu tekutin, pevnych latok,
plastov, skla — s jedinou kalibraciou. Tento

revoluény softvér plne vyuziva nové SPECTRO

XEPOS vyhody. Minimalizuje matricovy efekt
(aj pri nizkych koncentraciach), dosahuje
prelomovu rychlost a presnost a spracovava
aplikacie, ktoré v minulosti neboli mozné
spracovat. Turboquant Il dodava vysledky

v priebehu péar sekind.



Maximalna flexibilita s univerzalnym priestorom pre vzorky

V porovnani s ICP alebo atémovou
absorpcnou spektrometriou
(AAS), ED-XRF vyZzaduje relativne
nenaro¢nu pripravu vzorky.

Nova generacia SPECTRO XEPOS
umozriuje manipulaciu so vzorkou
pohodinejsie ako nikdy predtym.

Pristroj je priestrannej$i 372 mm
(14.6 in) x 253 mm (9.9 in) x

45 mm (1.8 in), k dispozicii je
volitelny zasobnik vzoriek

do ktorého je mozné vlozit az 25
vzoriek/25 pozicii pre maximalnu
produktivitu. Jednoducho vyberatelny
tanier na viacero vzoriek — na rozdiel
od analyzatorov na jednu vzorku,
prepracovany SPECTRO XEPOS
poskytuje aj priamu analyzu velkych,
¢i nestandardnych typov vzoriek.

Meracia komora pristroja
preplachovana héliom (volitelné)

Vlajkovou lodou ED-XRF pristrojov je nas najnovsi spektrometer SPECTRO XEPOS,
ktory zaujal pevné miesto medzi najkomplexnejsimi pokrocilymi elementarnymi
analyzatormi. XRF rad pristrojov obsahuje tiez analyzator na bodovu analyzu
SPECTRO MIDEX spektrometer, tiez vykonny a navyse prenosny model
SPECTROSCOUT a ru¢ny model SPECTRO xSORT. Tato séria pristrojov je doplnena

o rozsiahlu Skélu ICP-OES pristrojov ako najvykonnejs$i SPECTRO ARCOS, kompaktny,
stredne vykonny SPECTRO BLUE a SPECTRO GENESIS. V neposlednom rade

ponukame cely rad stacionarnych a mobilnych kovovych analyzatorov poprednych
znaciek ako SPECTROLAB, SPECTROMAXx a SPECTROTEST. Ktorykolvek produkt od
spolo¢nosti SPECTRO si vyberiete, nase sklisenosti a inovéacie v oblasti analyz Vam

zabezpecia najlepsie vysledky!

umoziiuje analyzu fahkych prvkov

v tekutinach a praskoch. SPECTRO

XEPOS dokonca ponuka volitelny
vakuovy systém pre analyzu lisovanych
praskovych tabliet, tavenych peral i
pevnych vzoriek. Dal$ia moznost: oba
systémy — vakuovy, Ci héliovy — v jednom
pristroji!
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Pouzivatelia ziadali a v SPECTRO splnili. Najnovsi SPECTRO XEPOS spektrometer
rozsirili o diagnostické funkcie pristroja s AMECARE M2M. Tato volitelna
podpora M2M (machine-to-machine) umoziuje proaktivne upozornenia
opierajlc sa o priamu konexiu medzi zakaznikom a SPECTRO servisnym
inZinierom. To zabezpecuje najvyssiu rychlost odozvy na riesenie problému.

AMECARE

PERFORMANCE SERVICES

hpomahaju istit, ze analyzator funguje
s maximalnou produktivitou. Viac ako 200 servisnych inzinierov vo viac ako 50
krajindch zabezpecuju nepretrzity vykon pristroja a maximalizuju navratnost
investicii po celej dobe zivotnosti pristroja. UzZivatelia ziskaju pravidelnt udrzbu
pristroja, aplikacné riesenia, konzultacie, Skolenia a technickl podporu — teraz
vradtane nového M2M monitorovania aktivne a rychle rieSenia problémov.
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